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. Contexte

Pour renforcer la fiabilite et la securite, les industriels utilisent des controles non destructifs comme la technique de contrdle par
courants de Foucault. L'enjeu actuel réside dans la detection de défauts de plus en plus petits, de plus en plus profonds, tout en
diminuant la durée du controle. Pour répondre a ces contraintes, de nouvelles technologies de capteurs sont investiguées.

Le projet CANOE vise a .

» Développer des technologies de capteurs magnéetigues innovants a partir du developpement de nano-composants permettant de

réaliser un systeme de controle par courants de Foucault plus performant que les systemes actuels en termes de déetection, de
résolution, de vitesse et d'encombrement.

» Réaliser des sondes multi-elements par courants de Foucault utilisant ces capteurs. Ces sondes assureront la réduction du

temps et des cycles de contrOle et 'amélioration de la fiabilite de décision des opérateurs, dans des secteurs industriels ou le gain
de productivité est primordial.

A l'issue du projet, développement de sondes prototypes a base de récepteurs de type :

- Magnéto-Impédance Géante multi-elements sur substrat rigide
- Magnéto-Resistance Géante multi-elements sur substrat rigide
- Magnéto-Résistance Géante multi-eléments sur substrat flexible

nucleaire aéronautique

Capteurs électromagnetiques plus sensibles et plus performants pour le marché industriel en controle non destructif

B Résultats marquants: définition des applications industrielles et simulations des sondes

Définition des applications industriels Déefinition des archlteclturles .d.e Iscé:ndes par simulations
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B Résultats marquants: développement de nouvelles technologies des capteurs magnétiques
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